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DISCIPLINA: Prototipacao e Teste de Sistemas Hibridos

Vigéncia: a partir de 2021/2 Periodo letivo: Eletiva

Carga horaria total: 45 h Codigo: EE.546

Ementa: Essa disciplina € focada na implementacdo e teste de sistemas
embarcados envolvendo interfaces com o mundo analdgicos (sistemas
hibridos). Conceitos de teste, testabilidade, projeto visando teste e auto-teste
embarcado sdo vistos e explorados para sistemas digitais e hibridos. Em
particular se da énfase na abordagem SoC (System on Chip) para o teste
integrado. Os alunos sdo estimulados a implementar um protétipo em que se
aplique geracao digital direta e aquisicdo usando conversores altamente digital
na solucéo de um problema pratico.

Conteudos

UNIDADE | — Especificagédo de sistemas digitais embarcados
1.1 Especificagdo em alto nivel de um sistema
1.2 Revisao de projeto RTL

1.3 Testbenches e validacao de sistemas digitais

UNIDADE Il — Teste de sistemas digitais
2.1 Conceitos fundamentais de teste
2.2 Testabilidade
2.3 Geragao de vetores de teste e cobertura de falhas

2.4 Teste de memorias

UNIDADE Il — Interface analdgica e teste em sistemas hibridos
3.1 Especificagédo e simulagéo de sistemas hibridos
3.2 Conversores AD e DA
3.3 Teste de conversores AD e DA
3.4 Geracao digital de vetores de teste

3.5 Teste funcional de blocos analogicos

UNIDADE IV — Prototipacao de sistema hibrido
4.1 Especificagao de projeto final

4.2 Simulacéao e validagao de propostas
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4.3 Analise de testabilidade das propostas

4.4 Prototipagao de projeto final
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